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摘要(译)

提供了用于测量受试者中感兴趣区域中的解剖学参数的系统和方法。诊断装置包括一对或多对电极，用于传输感兴趣体积中的电信
号并用于接收来自感兴趣区域的电压信号。还提供了一种在从表示电压信号的数据导出的频率范围内使用电测量（例如电压或电
流）的方法。这些测量值可用于确定受试者的一个或多个解剖学特征的参数。
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